Analytisches Rasterelektronenmikroskop
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Wechselwirkungen eines hochenergetischen
Elektronenstrahls mit Materie
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Prinzip der Bilderzeugung
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Sekundar-Elektronen

- Inelastisch gestreute PE (Primar-Elektronen)
- Energie: <50 eV
- maximale Emissionstiefe: 5-50 nm

-=> Hochauflésungsbilder



Ruckstreu-Elektronen:

- Elastisch und inelastisch gestreute PE
- Energie: 50 eV — Energie der PE (z.B. 20 keV)
- Maximale Emissionstiefe: 0.1 - 6um (abhangig von der Probe)
- Intensitat hangt von der Ordnungszahl der Probe ab
(= Materialkontrastbilder)
- Grol3es Wechselwirkungsvolumen
(= gering aufgelOste Bilder )



Cu-Draht eingebettet In LOtzinn
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BE sind weniger empfindlich bezuglich Aufladung
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Wechselwirkungen eines hochenergetischen
Elektronenstrahls mit Materie
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Charakteristisches Rontgen-Spektrum
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Large area mapping (Rontgenbilder)

Cu-Ka-

SE-Image mapping

Ni-Kaot-
mapping

Zn-Kaot-
mapping

256x256 pixel



Sekundar-Elektronen-Detektor

Szintillator-Photomultiplier-Detektor

(Everhart-Thornley-Detector)
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Prinzip eines EDX-Detektors
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2 e.g. Mn K : 5894 eV
X-Ray 5894/3.8 = 1550
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Probenpraparation
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Spezielle Praparation fur nichtleitende Proben:

-Aufbringen einer Metallschicht (sputtering Prozess)

-Aufbringen einer Kohlenstoffschicht (evaporation Prozess)
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Kohlebeschichtungsgerat
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Anwendungen des REM:

1) Hochauflosungsbilder

1) Qualitative und quantitative Analysen



nooon | T S—




00000 LO0PA e

K,In;,Seqq

nonoo TOO P —

Snin,S,

goonao TOOPM b




1opm

oooon 1PN —



Carbo Nanotubes




20 kU vooon R R ——












Mag = x280 16um

Mag = x590 7um



	Analytisches Rasterelektronenmikroskop
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Wechselwirkungen eines hochenergetischen Elektronenstrahls mit Materie
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Sekundär-Elektronen��
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Wechselwirkungen eines hochenergetischen Elektronenstrahls mit Materie
	Kathoden Lumineszenz
	Charakteristisches Röntgen-Spektrum�(ohne Feinstruktur)
	Energiebereich der Hauptserien als Funktion der OZ
	Energiebereich der Hauptserien als Funktion der OZ
	Foliennummer 17
	Röntgenbremsspektrum�
	Typisches Röntgen Spektrum (EDX)
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21
	Sekundär-Elektronen-Detektor��
	SE-Detektor:
	Foliennummer 24
	Foliennummer 25
	Foliennummer 26
	Foliennummer 27
	Foliennummer 28
	Anwendungen des REM:���I) Hochauflösungsbilder��II) Qualitative und quantitative Analysen
	Verzwillingung von Kristallen
	Morphologie von Kristallen
	Kontrolle kleiner Objekte
	Carbo Nanotubes
	Foliennummer 34
	Foliennummer 35
	Foliennummer 36
	Foliennummer 37
	Foliennummer 38

